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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Sixiéme partie: Spécification intermédiaire:

115-6 © CEI 1983

Réseaux de résistances fixes a résistances mesurables individuellement

PREAMBUILE
PREAMBULE

suite de cette derniére réunion, un projet'révisé, document 40(Bureau Central)509,

Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, prépargs

mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme.telles par leg
naux.

Dans le but d’encourager I'unification internationale, la C E I exprime le veeu que(tous les Comités nat|
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la C E I, dans la(meésure ou les conditi
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la C E1 et la régle nationale corresponda
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a €té établie par le Comité.d’Etudes n°40 de la CEI: Con
bistances pour équipements électroniques.

Des projets furent discutés lors des réunions tenues a Londres'en 1978 et a Sydney

pprobation des Comités nationaux suivant la Regle des Six Mois en octobre 19

Un certain nombre de modifi¢ations, document 40(Bureau Central)557, furen
pprobation des Comités nationaux suivant la procédure des Deux Mois en févri

Les Comités nationaux~des pays ci-apreés se sont prononcés explicitement en

par les Comités

d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dank la plus grande

Comités natio-

onaux adoptent
ns nationales le
hte doit, dans la

Hensateurs et

en 1979. A la
fut soumis a
R1.

t soumises a
er 1983.

faveur de la

puyblication:

Afriquedu Sud (République d°) Italie

Allemagne Japon

Australie Nouvelle-Zélande

Belgique Pays-Bas

Egypte Roumanie

Espagne Royaume-Uni

Etats-Unis d’Amérique Suéde

Fl alltT Suibbc

Hongrie Union des Républiques Socialistes
Soviétiques

Le numéro QC qui figure sur la page de la couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systétme CE1 d’assurance de la qualit¢ des composants électroniques

(IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN
ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 6: Sectional specification:
Fixed resistor networks with individually measurable resistors

EOREVWORD
T HICE YW oIt

1) The irmal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees)op which all
the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible;’an infernational
consgnsus of opinion on the subjects dealt with.

2) Theylhave the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Commitfees in that
sense

3) In orfler to promote international unification, the I E C expresses the wish that all National Committees sh¢uld adopt
the tdxt of the I E C recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
betwden the I E C recommendation and the corresponding national rules should, a§ far as possible, be clearly indicated
in the latter.

PREFACE

Thig standard has been prepared by I EC Technical Committee No. 40: Capacifors and
Resistors for Electronic Equipment.

Drafts were discussed at the meetings held in*LLondon in 1978 and in Sydney in 1979. A} a result
of thig latter meeting, a revised draft, Document 40(Central Office)509, was submitted to the
Natiogjal Committees for approval under the Six Months’ Rule in October 1981.

A npimber of amendments, Document 40(Central Office)557, were submitted to the National
Commnfittees for approval under thelTwo Months’ Procedure in February 1983.

The| National Committees ©fthe following countries voted explicitly in favour ¢f publi-
cation

Australia New Zealand

Belgium Romania

Egypt South Africa (Republic of)
France Spain

Germany Sweden

Hungary Switzerland

Italy Union of Soviet Socialist
Japan Repubtics

Netherlands United Kingdom

United States of America

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the I E C Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Sixiéme partie: Spécification intermédiaire:
Réseaux de résistances fixes a résistances mesurables individuellement

SECTION UN — GENERALITES

mn
2

Geénéralités

oy

11 Domaine d’application

Cette norme s’applique aux réseaux de résistances fixes(dans lesquels I¢s résistances
individuelles peuvent étre mesurées. Les résistances peuvent @tre isolées ou interconnectées
dans toute configuration de circuit qui permette la mesure’de chacune d’entie elles.

Note. — Une spécification intermédiaire séparée couvrant le domaine des réseaux complexes serp publiée comme
Publication 115-7 de la CEI (3 I’étude).

12 Objet

L’objet de cette norme est de prescrire-les valeurs préférentielles des caraciéristiques, de
choisir, dans la Publication 115-1 (1982)-de la C E I, les procédures d’assuranc¢ de la qualité

et les méthodes d’essai et de mesurexappropriées et de fixer les exigences géndrales pour ce
type de réseaux de résistances.

Les sévérités d’essai et les exigences prescrites dans les spécifications particjiéres doivent
€tre d’un niveau égal ou supérieur 4 celui de la présente spécification intermédi

re, un niveau
inférieur n’étant pas permis.

13  Documents de référence

Publications deNla CE T

Publication 63 Séries de valeurs normales pour résistances et cofpdensateurs.
(1963) Modification n° 1 (1967)

Modification n°® 2 (1977)
Publication 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse]l mécanique.
Publication 115-1: Résistances fixes utilisées dans les équipements Electroniques.
(1982) Premiere partie: Spécification générique.
Publication 410: Plans et régles d’échantillonnage pour les contrdles par attri-
(1973) . buts.
Publication QC 001001:  Regles fondamentales du Systéme C E I d’assurance de la qualité
(1981) des composants électroniques (IECQ).
Publication QC 001002:  Régles de procédure du Systéme C E I d’assurance de la qualité
(1981) des composants électroniques (IECQ).
Note. — Les références ci-dessus s’appliquent aux éditions courantes sauf pour la Publication 68 de la C E I pour

laquelle I'édition indiquée dans la spécification générique doit étre utilisée.
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1.1

1.2

1.3

FIXED RESISTORS FOR USE IN
ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 6: Sectional specification:
Fixed resistor networks with individually measurable resistors

SECTION ONE — GENERAL

General

S¢ope

This standard applies to fixed resistor networks in which each individual resistor can be
mjeasured. The resistors may be individually isolated or interconngécted in any circpit con-
fipuration which permits the measurement of each individual resistor.

Npte. — A separate sectional specification covering complex networks will beé published as I E C Publicafion 115-7
(under consideration).

Obpject

The object of this standard is to prescribe preferred ratings and characteristics and fo select
fiom I E C Publication 115-1 (1982), the appropriate Quality Assessment procedurgs, tests
and measuring methods and to give gen¢ral performance requirements for this [type of
rgsistor network.

Test severities and requirements ‘prescribed in detail specifications referring to this sec-
tipnal specification shall be of equal or higher performance level, because lower perfqrmance
lgvels are not permitted.

Rplated documents

[E C publications
Phblication 63 Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.
{1963) Amendment No. 1 (1967)

Amendment No. 2 (1977)
Ppblication 68: Basic Environnmental Testing Procedures.
Publication 115-1: Fixed Resistors for Use in Electronic Equipment. Part |l : Gen-
(1982) eric Specification.
Publication 410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
(1973)
Publication QC 001001:  Basic Rules of the I E C Quality Assessment System for Elec-
(1981) tronic Components (IECQ).
Publication QC 001002:  Rules of Procedures of the I E C Quality Asessment System for
(1981) Electronic Components (IECQ).
Note. — The above references apply to the current editions except for I E C Publication 68, for which the

referenced edition in the applicable test clauses of the generic specification shall be used.
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1.4 Informations d donner dans une spécification particuliere
Les spécifications particuliéres dérivent de la spécification particuliére-cadre applicable.

Les spécifications particuliéres ne doivent pas prescrire d’exigences inférieures a celles de la
spécification générique ou intermédiaire.

Lorsqu’elles contiennent des exigences plus sévéres celles-ci doivent étre indiquées au
paragraphe 1.8 de la spécification particuliére et repérées dans les programmes d’essai, par
exemple par un astérisque.

Note. — Les informations données aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.3 peuvent, par commodité, étre présentées sous
forme de tableaux.

Les informations suivantes doivent étre données dans chaque spécification particuliére et

I3 . ¥4 a . . . , 5 .
]PQ \IQ‘P‘I]"C ﬁYPPC r‘r“vpnt AP prpfprpnhp etre l‘h(\‘lQIPQ parrrn (‘P]‘F‘Q r’lnnnppc dans lartlcle

approprié de la présente spécification intermédiaire.

114.1 Dessin d’encombrement et dimensions

Il doit y avoir une illustration du composant destinée a faciliter son identjfication et sa
comparaison avec d’autres composants. Les dimensions~et leurs tolérances|associées qui
affectent I'interchangeabilité et le montage doivent étr€ données dans la spécification parti-
culiere. Toutes les dimensions doivent de préférence étre données en millimétre§ mais, lorsque
les dimensions originales sont données en inches/Jes"dimensions métriques cofrespondantes
en millimétres doivent étre ajoutées.

114.2 Montage

La spécification particuliére .doit spécifier la méthode de montage a employer pour
I'utilisation normale et pour .Jes essais de vibrations, secousses ou chocs. Lies réseaux de
résistances doivent étre fixés) par leurs dispositifs normaux de fixation. La ¢onception du
réseau de résistances peut-€tre telle qu’elle exige pour son emploi un dispoditif spécial de
fixation. Dans ce cas)Ja spécification particuliere doit décrire ce dispositif d¢ fixation, qui
doit étre utilisé lors“des essais de secousses, chocs et vibrations.

1.4.3  Modéle ¢ Publication 115-1 de la C E I, paragraphe 2.2.3)

Dans le cadre de cette norme le modéle est défini par la combinaison de|la dissipation
nominale du réseau et de la caractéristique résistance/température (ou du |coefficient de
température) de la résistance.

I est 1dentifie par un code a deux lettres, par exemple AB, BC, CD, eic., choisi arbitrai-
rement pour chaque combinaison dissipation/caractéristique résistance/température couverte
par une spécification particuliére. La désignation du mode¢le n’a donc pas de signification
tant que le numéro de la spécification particuliére n’est pas également précisé.

1.4.4  Caractéristiques

Les caractéristiques (assignées ou non) doivent se conformer aux articles applicables de la
présente spécification ainsi qu’aux prescriptions suivantes:
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1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Information to be given in a detail specification
Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail specification.

Detail specifications shall not specify requirements inferior to those of the Generic or
Sectional specification.

When more severe requirements are included, they shall be listed in Sub-clause 1.8 of the
detail specification and indicated in the test schedules, for example by an asterisk.

Note. — The information given in Sub-clauses 1.4.1 and 1.4.3 may, for convenience, be presented in tabular
form.
The following information shali by given in each detail specification and the values quoted

shall preferably be selected from those given in the appropriate clause of this sectional

gpecification.

Outline drawing and dimensions

There shall be an illustration of the network as an aid to-easy recognition|and for
¢omparison of the network with others. Dimensions and their-associated tolerancgs, which
gffect interchangeability and mounting, shall be given in the detail specification. Afl dimen-
gions shall preferably be stated in millimetres, however when the original dimenfions are
given in inches, the converted metric dimensions in millimetres shall be added.

Mounting

The detail specification shall specify;the method of mounting to be applied for nqrmal use
ind for the application of the vibration and the bump or shock tests. The resistor petworks
hall be mounted by their normal(neans. The design of the resistor network may be puch that
pecial mounting fixtures aré\required in its use. In this case the detail specification shall
1escribe the mounting fixtures and they shall be used in the application of the vibrgtion and
ump or shock tests.

|79 S

Style (I E € \Publication 115-1, Sub-clause 2.2.3)

For the\purpose of this standard the style is a combination of rated dissipation and
temperature characteristic (or coefficient) of resistance.

It shall be tepresenied by a double-letier code €.g. AB, BC, CD, eic., which 1s arbitrarily
chosen for each dissipation/temperature characteristic combination covered by a detail
specification. The style designation, therefore, has no meaning unless the number of the
detail specification is also given.

1.4.4 Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant clauses of this
specification together with the following:


https://iecnorm.com/api/?name=9aae3833bd0befff21494b51eedbef93

— 10 — 115-6 © CET 1983

1.4.4.1 Gamme de résistance nominale

Voir paragraphe 2.2.1. Les valeurs préférentielles sont celles des séries E de la Publica-

tion 63 dela CEL

Note. — Lorsque des produits qualifiés conformément a la spécification particuliére peuvent couvrir différentes

gammes de valeur, la régle suivante devrait étre ajoutée:

«La gamme des valeurs disponibles dans chaque modéle est donnée dans la liste de
fies».

145 Marguage

[

—

[y

La spécification particuliére doit spécifier les indications & marquer sur

s produits quali-

le réseau de

résistances et sur I'emballage. Les déviations a ’égard des prescriptions du paragraphe 1.5 de

5.1

5.2 Le réseau doit porter lisiblemi¢nt les informations 1) et 2) indiquées ci-deg

5.3 L’emballage contenant les composants doit porter lisiblement toutes les

5.4 Tout marquage supplémentaire doit étre effectué de telle sorte qu’il ne

ta—présente—specification doivent €tre speciiquenment diquées:

Marquage
Les informations contenues dans le marquage sont prises dans laliste ci-aprés
relative de chaque information est donnée par son rang dans-a liste:

1) L’identification du réseau permettant de se référer a-la spécification par,
I'identification de chaque élément.

2) L’identification des sorties selon les indications(données dans la spécific
liére.

3) Année et mois (ou semaine) de fabrication.
4) Spécification particuliére et modéle.

5) Nom du fabricant ou marque defabrique.

possible des informations restantes.

Toute redondance de-I'information contenue dans le marquage devrait étr

énumeérées en _I);03), 4), et 5) ci-dessus.

aucune)confusion.

I'importance

ticuliere pour

tion particu-

sus et le plus

e évitée.

informations

uisse vy avoir
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1.4.4.1 Rated resistance range

See Sub-clause 2.2.1. The preferred values are those of the E-series of I E C Publi-

cation 63.
Note. — When products approved to the detail specification have different ranges, the following statement should
be added:

“The range of values available in each style is given in the qualified products list”.

1.4.5 Marking

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

The detail specification shall specify the content of the marking on the network and on the
package. Deviations from Sub-clause 1.5 of this specification, shall be specifically stated.

Marking
The information given in the marking is selected from the following list; the]
importance of each item is indicated by its positions on the list:

1) Network identification which enables reference back to the detail specification
tification of each element.

3) The identification of terminations as given in the detail specification.

3) Year and month (or week) of manufacture.
4) Detail specification and style.

4

3) Manufacturer’s name or trade mark.

femaining items as practicable.

Any duplication of inforngation in the marking should be avoided.

The package containing the networks shall be clearly marked with the information
), 3), 4) and 5) abdve.

Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.

relative

for iden-

The network shall be clearly marked with 1) and 2) above and with as manly of the

listed in


https://iecnorm.com/api/?name=9aae3833bd0befff21494b51eedbef93

— 12 — 115-6

SECTION DEUX — CARACTERISTIQUES ET SEVERITES
PREFERENTIELLES

2. Caractéristiques et sévérités préférentielles

© CEI 1983

2.1 Caractéristiques préférentielles
Les valeurs données dans les spécifications particuliéres doivent de préférence étre choisies
parmu les suivantes:
211

2.1.2  Coefficients de température et caractéristiques résistance/température

Catégories climatiques préférentielles
Les réseaux de résistances couverts par cette norme sont(classés en catégor
conformément aux régles générales de la Publication 68¢1)de la CE 1.

Les températures minimale et maximale de catégorie et la durée de I'es
chaleur humide doivent étre choisies parmi les valeurs suivantes:

Température minimale de catégorie: ~55°C, —40°C et —25°C
Température maximale de catégorie: +85°C, +100°C, +125°C e

Durée de I'essai continu de chaleur_hémide: 4, 10, 21 et 56 jours

jes climatiques

bai continu de

+155°C

Les sévérités pour les essais defroid et de chaleur séche sont respectivement les tempéra-

tures minimale et maximale dé catégorie. Pour certains réseaux, du fait de leu

I construction,

ces températures peuvent.se)trouver entre deux des valeurs préférentielles dpnnées dans la

Publication 68-2 de la CE I. Dans cette éventualité, la température la plus p
rieur de la plage des\températures de catégorie doit étre choisie pour cette

Ices limites préférentielles de variation de résistance pour l’essai caract
tance/température sont données dans le tableau ci-aprés (tableau I).

Chaque ligne du tableau donne le coefficient de température préférentiel ¢

roche a l'inté-
éverité.

bristique  résis-

t la caractéris-

tique TesIstance/ temperature correspondant 4 técart 20~°C 3 70"C ainsi

ue les limites

correspondantes de variation de résistance pour la mesure des caractéristiques résis-
tance/température (voir Publication 115-1 de la C E1, paragraphe 4.8) sur la base des plages
des températures de catégorie indiquées au paragraphe 2.1.1 de la présente spécification

intermédiaire.
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SECTION TWO — PREFERRED RATINGS, CHARACTERISTICS
AND TEST SEVERITIES

2. Preferred ratings, characteristics and test severities

2.1

2.1.1

2.1.2

Preferred characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be selected from the follow-

ng:

Preferred climatic categories

hecording to the general rules given in I E C Publication 6841.

test shall be chosen from the following:

[ ower category temperature: - 553C, —-40°C and -25°C
Upper category temperature: $85°C, +100°C, +125°C and
Duration of the damp heat, steady-state test: 4, 10, 21 and 56 days

The severities for the cold and dry;heat tests are the lower and upper category
will occur between two of the préferred temperatures given in I E C Publication 68

event the nearest preferred temperature within the actual temperature range of th
network shall be chosen-for this severity.

Temperature_coefficient and temperature characteristics of resistance

The preferred limits of change in resistance for the temperature characteristic of
test are“given in Table I.

The resistor networks covered by this specification are classified’into climatic g

The lower and upper category temperature and the duration of the damp heat, stg

ategories

ady state

155 °C

tempera-

tures respectively. Because of the construction of some resistor networks these temlperatures

2. In this
e resistor

resistance

Each line in the table gives the preferred temperature coefficient and corrg

sponding

teMperature characteristc for 20-€to—70-“C—amdtmits—of clange T resistance for the

measurement of the temperature characteristic of resistance (see I E C Publication 115-1,
Sub-clause 4.8) on the basis of the category temperature ranges of Sub-clause 2.1.1 of this

sectional specification.
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TABLEAU 1
Caracté- Caractéristique résistance/température
Coefficient ristique (limites, en pourcentage de la variation de résistance)
de résistance/
température | température Température de référence/ Température de référence/
20°C/70 °C {température minimale de catégorie température maximale de catégorie

1075/°C % +20/-55 [ +20/40 | +20/-25 | +20/+85 |{4+20/+100]+20/+125]+20/+155
—- 150/ -0,75/ +1,13/ +0,9/ +0,68/ -0,98/ -1,2/ - 1,58/ -2,03/
- 1500 -15 +11,3 +9 +6,8 -938 -12 - 15,8 -20,3
+250 +1,25 +1,88 +1,5 +1,13 +1,62 +2 +2,62 +3,38
+100 +0,5 +0,75 +0,6 +0,45 +0,65 +0,8 +1,05 +1,35
130 +0,25 +0,375 +0,3 +0,23 +0,325 +0,4 +0,425 +0,675
+25 +0,125 +0,188 +0,15 +0,113 +0,162 +0,2 +0,262 +0,338
+15 +0,075 +0,113 +0,09 +0,068 +0,098 +0,12 +0,158 +0,203

2.1.3 Limites des variations de résistance

Pour chaque classe de stabilité¢ les limites préférentielles:applicables a 13 variation de
résistance aprés chacun des essais mentionnés en téte da tableau II sont celles indiquées a
chaque ligne de ce tableau.

Note. — Les numéros de paragraphe en haut du tableau II font référence a la Publication 114-1 de la CEI.
TaBreau 11
Essais de longue durée Essais de courte durée
Classe 423  Séquence climatique 4.13 Surcharge
d‘?. . 424  Essai continu de chaleur humide 4.16 Robustesse des sorties
stabilite 4.25.1 Endurance a 70 °C 4.18 Résistance 4 la chaleyr de soudage
en % 4.25.3 Endurance a la température 4.19 Variations rapides de|température
rmaximale de catégorie 4.22 Vibrations
10 +(10% +0,5Q) +(2% +0,149)
5 +(5% +0,1Q) +(1%  +0,05/Q)
2 +(2% +0,1Q) +(0,5% +0,05(Q)
1 +(1% +0,05Q) +(0,25% +0,05(Q2)
0,5 +(0,5% +0.05Q) +(0,1% +0,01|Q)
0,25 +(0,25%+0,05 Q) +(0,05% +0,01{Q)
0.1 +(0,1% +0,01 Q) +(0,02% +0,01|Q2)

22< Valeurs préférentielles des caractéristiques assignées

2.2.1 Résistance nominale

Voir Publication 115-1 de la C E 1, paragraphe 2.2.7.

2.2.2 Tolérances sur la résistance nominale

Les tolérances préférentielles sur la résistance nominale sont:
+10%, +5%, +2%, +1%, +0,5%, +0,25% et +0,1%.
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Temperature characteristic of resistance
Temperature (limits of percentage change in resistance)
Temperature charac- pe
coefficient toe nstlco Reference temperature/ Reference temperature/
20 °C/70°C 1
ower category temperature upper category temperature

107/°C % +20/-55 | +20/-40 | +20/-25 | +20/+85 | +20/+ 100|420/ +125)+20/+ 155
— 150/ -0.75/ +1.13/ +0.9/ +0.68/ -0.98/ -1.2/ —1.58/ -2.03/
- 1500 -75 +11.3 +9 +6.8 -938 -12 -15.8 -203
+250 +1.25 +1.88 +1.5 +1.13 +1.62 +2 +2.62 +3.38
+100 +0.5 +0.75 +0.6 +0.45 +0.65 +0.8 +1.05 +1.35
50 F025 FO375 F03 F023 F0325 0 +07525 +0.675
+25 +0.125 +0.188 +0.15 +0.113 +0.162 +0.2 +0.262 +0.338
+15 +0.075 +0.113 +0.09 +0.068 +0.098 +0.12 +0.158 +0.203

2.1.3 | Limits for change in resistance

TABLE 33

Note. — The clause numbers in the heading of Table I refer to I E C\Publication 115-1.

For each stability class the preferred limits for change in resistance for each of|the tests
ljsted in the heading of Table II are as indicated.

. Long-term tests. Short-term tests
Stability 4.23 Climatic sequence 4.13 Overload o
class 4.24 Damp heat, steady state 4.16 Robustness of terminations
in % 4.25.1 Endurancesat 70 °C 4.18 Resistance to soldering heat
4.25.3 Endurance at upper category 4.19 Rapid change of temperature
temperdture 4.22 Vibration
10 +(10% +0.59Q) +(2% +0.1Q)
S +(5% +0.1Q) +(1% +0.05Q)
2 +(2% +0.1QY) +(0.5% +0.05Q)
1 +(1% +0.05Q) +(0.25% +0.05 Q)
0.5 +(0.5% +0.05Q) +(0.1% +0.01Q)
0.25 +(0.25% +0.05 Q) +(0.05% +0.01 Q)
0.1 +(0.1% +0.01Q) +(0.02% +0.01 Q)

2.2 Preferred values of ratings

2.2.1 Rated resistance

See I E C Publication 115-1, Sub-clause 2.2.7.

2.2.2 Tolerances on rated resistance

The preferred tolerances on rated resistance are:

+10%, +5%, +2%, +1%, +0.5%, +0.25% and +0.1%.
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2.2.3 Dissipation nominale
Les valeurs préférentielles de la dissipation nominale a 70 °C sont:
Pour le réseau: 0,25W,0,5W, 1 W, 15W,2Wet4d4W.
Pour chaque élément de résistance: 0,05 W, 0,1 W, 0,125W, 0,25W, 0,5W et 1 W.

La spécification particuliére doit prescrire la valeur de la dissipation nominale applicable a

chaque élément de résistance du réseau ainsi que la dissipation totale admissible du
réseau.

Les valeurs réduites de la dissipation aux températures supérieures a 70 °C sont indiquées
par la courbe suivante:

i
100
Pourcentage Zone de fonctionnement
de la dissipation recommandé
nominale
0 -
70°C .
Température minimale Température maximale
de catégorie de catégorie

120(78

Une zone de.fonctionnement plus grande peut figurer dans la spécificatigqn particuliére
pourvu qu’elle englobe la totalité de la zone donnée ci-dessus. Dans cette ¢ventualité, la
spécification-particuliére doit fixer la dissipation maximale admissible aux|températures

autres-que 70 °C. Tous les points de changement de pente sur la courbe doivept étre vérifiés
par (in“essai.

2.2.4 Tension limite nominale

Les valeurs préférentielles de la tension limite nominale en courant continu ou alternatif
efficace sont: 10V, 15V, 25V, 35V, 50V, 100V et 500 V.

2.2.5 Tension d’isolement entre les éléments de résistance individuels (si applicable)

La valeur de la tension d’isolement entre les éléments de résistance individuels doit étre
donnée dans la spécification particuliére.
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2.2.3 Rated dissipation
The preferred values of rated dissipation, at 70 °C, are:
For the network: 025W,05W, 1 W, 1.5W, 2W and 4 W.
For the resistor element:” 0.05W, 0.1 W, 0.125W, 0.25W, 0.5W and 1 W.

The detail specification shall prescribe the applicable value of rated dissipation for each

resistor element in the network and also the maximum allowable total dissipation for the
network.

The derated values of dissipation at temperatures in excess of 70 °C shall be as indicated
by the following curve:

]
100
N
I \
Percentage of the Area of recommended :
rated dissipation operation |
|
|
|
|
f
i
1
0 1 -
70°C
Lower category Upper category
temperature temperature

20(78

A larger area of operation may be given in the detail specification, provided it includes all
the area given above.)In this event the detail specification shall state the maximum allowable

dissipation at températures other than 70 °C. All break points on the curve shall be|verified
by test.

2.2.4 Limiting element voltage

The preferred values of limiting element voltage are: 10 V, 15V, 25V, 35V, 50V, 100 V
and 500V d.c. or a.c. r.m.s.

.5 Isolation voltage between individual resistor elements (when applicable )

The value of the isolation voitage between the individual resistor elements shst ¢ ¢
the detail specification.
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2.2.6 Résistance d’isolement entre les éléments de résistance individuels (si applicable)

Sauf prescription contraire dans la spécification particuliére, la résistance d’is
les éléments de résistance ne doit pas étre inférieure a 1 GQ.

olement entre

2.3 Sévérités préférentielles pour les essais
Les sévérités d’essai données dans les spécifications particuliéres sont de préférence choi-
sies parmi les suivantes:
2B.1 Séchage

213.2 Vibrations

2]33

Utiliser la méthode I du paragraphe 4.3 de-la Publication 115-1 de 1a0C'E

Selon paragraphe 4.22 de la Publication 115-1 de la CE1, compte tenu des modalités

suivantes:
Gamme de fréquences: 10 Hz a 500 Hz
Amplitude: 0,75 mm ou 98 m/s%{la moins sévére des deux v

Endurance par balayage: Durée totale: 64

La spécification particuliére doit\prescrire la méthode de montage a utilises
graphe 1.4.2)

Durant Pessai il doit étre\procédé a une mesure électrique pour déceler
intermittents, les coupures de circuit ou les courts-circuits.

Basse pression atmosphérique

Selon paragraphe 4.23.5 de la Publication 115-1 de la C E1, compte tenu
suivantes:

Pression: 8,5 kPa (85 mbar)

hleurs)

. (Voir para-

les contacts

ies modalités

234

Surcharge

Selon paragraphe 4.13 de la PuBlication 115-1 de la C E1, compte tenu des modalités

suivantes:

Tension appliquée: 2,5 fois la tension nominale ou deux fois la tension limite nominale,

la plus faible des deux valeurs

Durée La tension d’essai en courant continu est appliquée successivement

pendant 5 + 1s a chacune des résistances du réseau,
devant pas €tre appliquée sur plus d’une résistance a

la tension ne
la fois.
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2.2.6 Insulation resistance between individual resistor elements (when applicable)

The preferred minimum limit for insulation resistance between resistor elements shall be
1 GQ unless otherwise prescribed in the detail specification.

2.3 Preferred test severities

Test severities given in detail specifications shall preferably be selected from the

fol

lowing:

231 1

232 1

cl:

!

233 |

prying
Procedure I of 1 E C Publication 115-1, Sub-clause 4.3 shall be used.

Cibration

Sub-clause 4.22 of I E C Publication 115-1, with the following details:

Frequency range: 10 Hz to 500 Hz
Amplitude: 0.75 mm or 98 m/s* (whichever.is the less severe)
Sweep endurance: Total duration: 6 h

The detail specification shall prescribe ‘the mounting method to be used. (S¢
use 1.4.2.)

During the test an electrical measurement shall be made to check intermittent cont
en or short circuits.

Low air pressure

Sub-clause 4.23.5 of T E C Publication 115-1, with the following details:

Air pressure: 8.5 kPa (85 mbar)

e Sub-

acts or

2.3.4 Overload

Sub-clause 4.13 of I E C Publication 115-1, with the following details:

Applied voltage: 2.5 times the rated voltage or twice the limiting element voltage,

whichever is the less

Duration: The d.c. test voltage shall be applied for 5 + 1 s to each resistor in the

network, one at a time.


https://iecnorm.com/api/?name=9aae3833bd0befff21494b51eedbef93

— 20 — 115-6 ©

2.3.5 Endurance a 70 °C

CET 1983

Selon paragraphe 4.25.1 de la Publication 115-1 de la C EI, compte tenu des modalités

sulvantes:

Lorsque la somme des dissipations nominales de chaque ¢lément de résistance ne dépasse
pas la dissipation nominale du réseau, chaque élément doit, pourvu que sa tension limite

nominale ne soit pas dépassée, dissiper sa dissipation nominale. Lorsque la

somme des

dissipations nominales des éléments du réseau est supérieure a celle du réseau, il est
nécessaire de diviser ’échantillon en plusieurs parties dans lesquelles des éléments différents
sont soumis a I’essai. Dans un tel cas le plus grand nombre possible d’éléments doit étre mis
en charge sans, toutefois, que soit dépassée la dissipation nominale du réseau. Les éléments

mis en charge doivent étre choisis de mani¢re que chaque élément du réseau
charge sous sa dissipation nominale dans au moins une des parties de I’échan

soit mis en
illon.

2.3)6 Résistance d’isolement entre éléments de résistance adjacents (si applicable)

Selon paragraphe 4.6 de la Publication 115-1 de la CEI, compte-tenu de
suivantes:

doit étre spécifiée dans la spécification particuliére.

2.317 Tension de tenue entre éléments de résistance adjacents (si applicable)

Selon paragraphe 4.7 de la Publication N$-1 de la CEI, compte tenu de
suivantes:

1solé et tous les autres éléments reliés ensemble.

2.318 Essai continu de chaleur humide

Selon paragraphe 4.24\de la Publication 115-1 de la C EI, compte tenu de
suivantes:

a) Sans tensten appliquée.

b) Chafge correspondant a 0,01 fois la tension nominale de I’élément appliqug
élement ou 2V, la plus faible des deux valeurs.

¢)-Lorsqu’un essai de polarisation est prescrit, la troisiéme partie doit étre mesuf

La résistance d’isolement entre les éléments de résistance isolés doit €tre mg
chaque élément de résistance isolé et tous les autres élémerts) réunis. La tension

L’épreuve est effectuée en appliquantla tension d’essai entre chaque élément d

L échantillon-soumis a lessai est divisé selon le cas en deux ou trois parties

5 modalités

surée entre
de mesure

5 modalités

e résistance

5 modalités

e a chaque

€e avec une

tension de polarisation continue de 20 + 2 V entre les sorties spécifiées dan

s la spécifi-

cation particuliere.

2.3.9 Robustesse des sorties

Selon paragraphe 4.16 de la Publication 115-1 de la CE I, compte tenu des modalités

sulvantes:

L’essai Ua; est appliqué a une sur cinq des sorties du réseau. Les sorties essayées sur

chacun des réseaux sont choisies de maniére que toutes les positions de sorties soie
dans 1’échantillon soumis a ’essai.

nt essayées
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2.3.5 Endurance at 70 °C
Sub-clause 4.25.1 of 1 E C Publication 115-1, with the following details:

When the sum of the element dissipations does not exceed the rated network dissipation,
each element, providing the limiting element voltage is not exceeded, shall dissipate its rated
dissipation. When the sum of the element dissipations exceeds that of the network, it will be
necessary to sub-divide the sample for testing, different elements being subject to test in each
sub-test. When such partial testing of the network is necessary, the maximum possible
number of elements shall be loaded in each sub-test without exceeding the network dissipa-
tion. Each element of the network shall be loaded to its rated dissipation in at least one
sub-test.

2.3.6 Infulation resistance between adjacent resistor elements (when applicable)

Sub-clause 4.6 of I E C Publication 115-1, with the following details:

The insulation resistance shall be measured between each isolated-element and all
elenjents connected together. The measuring voltage shall be spe€ified in the detail sgecifi-

cati

DI

2.3.7 Vdlitage proof between adjacent resistor elements (whén\applicable)

S

hb-clause 4.7 of 1 E C Publication 115-1, with the following details:

The voltage proof shall be made by testing between each isolated element and all

elements connected together.

2.3.8 Damp heat, steady state

S

v

a)
b)

ib-clause 4.24 of I E C Publication 115-1, with the following details:

he test sample shalfibe divided into two or three parts as applicable:

Without voltage.dpplied.

whichever is lower.

Whena polarization test is required the third part shall be tested with a polari

voltage of 20 + 2 V d.c. between terminations specified in the detail specification).

other

other

[ight load applied of 0.01 times the rated element voltage on each element of 2V,

ration

2.39 Robustness of terminations

Sub-clause 4.16 of 1 E C Publication 115-1, with the following details:

Test Ua, shall be applied to one out of each five terminations on the network. The
terminations tested for each network shall be varied so that each termination position has
been tested in the test sample.
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SECTION TROIS — PROCEDURES D’ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédures d’assurance de Ia qualité

Modéles associables

Sont considérés comme constituant des modéles associables les réseaux de résistances
fabriqués avec des procédés et des matériaux semblables, de mémes dimensions nominales,

rentes.

Homologation

La procédure pour les essais d’homologation est donnée au paragraphe 3.4
fication générique, Publication 115-1 de la CEL

graphes 3.2.1 et 3.2.2 ci-apres.

La procédure a utiliser pour I’homologation surda base des essais lot par lot
périodiques est donnée au paragraphe 3.3 de la-présente spécification. Dans ce

et les critéres d’acceptation, aux exigences,du programme a effectif d’échantill

1

Homologation par la procédure utilisant un effectif d’échantillon fixe

Echantillonnage

cation 115-1 de la C E;.paragraphe 3.4.2. Lorsque ’homologation, conformé
procédure, est désirée‘pour un réseau spécifique de résistances de valeur fixe, I
specimens est specifi€ au tableau IIL

Lorsque 'omologation est désirée pour une gamme de valeurs de résistance,
doit comprendre des spécimens contenant la plus faible et la plus forte valeurs
I’homologation. L’échantillon devrait comprendre également des spécimens ays
de résistance critique, si celle-ci est a I'intérieur de la gamme soumise. Pour c}
soumise le nombre de spécimens est spécifié au tableau III. Lorsque ’homo

La procédure utilisant un programme a effectif d’échantillon fixe est donn

tillonnage accumulé doit satisfaire, en ce qui concerne 'effectif, la représentation

La procédure d’homologation sur un échantillon d’effectif fixe est décrite dq

__mais ayant des valeurs de résistance et de caractéristique résistance/température diffé-

de la spéci-

£ aux para-

bt des essais
cas I’échan-
des valeurs
bn fixe.

ns la Publi-
ment a cette
nombre de

‘échantillon
soumises a
nt la valeur
aque valeur
logation est
loit contenir

demandée pour plus d’un coefficient de température de résistance, I’échantilion ¢

C », , C > O C P -

I’échantillon doit contenir un certain nombre de spécimens de différentes vale

nréme maniére,

urs de résis-

tance ayant la plus faible tolérance pour laquelle 'homologation est demandée. La propor-
tion des spécimens des différentes caractéristiques doit étre proposée par le contréleur du
fabricant et doit étre agréée par I’Organisme National de Surveillance (O.N.S.).

Les spécimens de rechange autorisés sont les suivants:

a) Un par valeur de résistance et un pour chaque valeur de coefficient de température ou de
caractéristique résistance/température pour remplacer éventuellement 'unité défectueuse
tolérée au groupe «0».
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SECTION THREE — QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

3. Quality assessment procedures
3.1 Structurally Similar Components

Networks considered as being structurally similar are networks produced with similar

processes and materials, the same nominal dimensions, but having different resistance values
and_temperature characteristics

3.2 Qudlification Approval

'1he procedures for Qualification Approval testing are given in Sub-clause 3.4 ¢f the
Generic Specification, I E C Publication 115-1.

The procedure using a fixed sample size schedule is given invSub-clauses 3.2.1 and| 3.2.2
below.

[he schedule to be used for Qualification Approval testing on the basis of lot-by-lgt and
perjodic testing is given in Sub-clause 3.3 of this specification. In this case the accumplated
sanjples shall at least be equal in size, value representation and criteria of acceptability fto the
fixdd sample size schedule.

3.2.1 Qualification Approval on the basis of thé fixed sample size procedure

he fixed sample size procedure is described in IEC Publication [I15-1,
Sub-clause 3.4.2. When according to these procedures approval is desired for one specific
netpvork with fixed resistanee values, the number of specimens shall be as speciffed in

proportion of specimens at the different resistance values having the closest tolerance for
which approval is being sought. The proportion of specimens having the different charac-
teristics shall be proposed by the manufacturer’s Chief Inspector and shall be to the
satisfaction of the National Supervising Inspectorate (N.S.I.).

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per resistance value and one per each temperature coefficient or temperature

characteristic value which may be used to replace the permitted defectives in
Group “0”.
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b) Un par valeur de résistance et un pour chaque valeur de coefficient de température ou de
caractéristique résistance/température pour remplacer éventuellement des spécimens

défectueux par suite d’incidents non imputables au fabricant.

Lorsque des groupes d’essais supplémentaires sont introduits dans le progra
logation le nombre de spécimens exigés par le groupe «0» doit &tre augmenté
spécimens requis pour les groupes complémentaires.

3.2.2 Essais

mme d’homo-
du nombre de

La série compléte des essais indiqués en tableau IIT est requise pour ’homologation des

reseaux couverts par une spécification particulicre. Dans chaque groupe, les
étre effectués dans I'ordre indiqué.

Toutes les pieces de I’échantillon a I’exception de celles du groupe S-doivent]

Les pieces reconnues défectueuses en groupe «0» ne doiVent pas étre
constituer les autres groupes.

Lorsqu’un réseau n’a pas satisfait 4 tout ou partie des-€ssais d’un groupe,
compté comme «un défectucux».

spécifiec de défecteux admis pour chaque groupe’ ou sous-groupe.

Note. — Le tableau III donne le programme des essais sur échantillon d’effectif fixe. 11 donne
tillonnage, le nombre admissible de défectueux pour les différents essais ou groupes d’
tement aux précisions contenues dans(la section quatre de la Publication 115-1 de la
section deux de la présente spécification, la liste compléte des conditions d’essai et de

Le tableau I indique également-si, pour les méthodes d’essai, les conditions d’essai et/d
y a un choix a faire dans laspécification particuliére.

Les conditions d’essai et(Tes exigences pour le programme des essais sur échantilion d
identiques a celles prescrites dans la spécification particuliére pour le contréle de la
qualité.

aux essais de groupe «0» et ensuite réparties dans chacun des autres groupds.

essais doivent

étre soumises

utilisées pour

ce réseau est

L’homologation est accordée lorsque le nombfe de défectueux ne dépasse pas le nombre

bn détail 1’échan-
ssais et, conjoin-
CEI et dans la
E exigences.

u les exigences, il

‘effectif fixe sont
conformité de la
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b) One per resistance value and one per each temperature coefficient or temperature
characteristic value which may be used to replace specimens which are defective because
of incidents not attributable to the manufacturer.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval test schedule, the
number of specimens required for Group ““0” shall be increased by the same number as that
required for the additional groups.

3.2.2 Tests

The complete series of tests specified in Table III is required for the approval of networks

cpvered by one detail specification. 1he tests ol each group shall be carried out inl the given
der.

The whole sample except those in Group 5 shall be subjected to the test of Group|“0” and
nen divided for the other groups.

-

Networks found defective during the test of Group “0” shall not\be used for the other
groups.

“One defective” is counted when a network has not satisfied'the whole or a paft of the
psts of a group.

=+

Approval is granted when the number of defectivesddoes not exceed the specified| number
f permissible defectives for each group or sub-group.

o)

2

fore. — In Table III the fixed sample size test schedule is’given. It includes details of sampling and permissible
defectives for different tests or groups of tesis*dnd gives, together with the details of test cqntained in
Section Four of I E C Publication 115-1 and Section Two of this specification, a complete sumnpary of test
conditions and performance requirements.

It is indicated in Table III where, for the'test methods, test conditions and/or performance requirements,
a choice has to be made in the detail’specification.

The conditions of test and the psrformance requirements for the fixed sample size test schedyle shall be
identical to those prescribed in-the detail specification for quality conformance inspection.
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Programme des essais d’homologation
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Notes 1. — Les numéros de paragraphe indigués pour les essais et les exigences renvoient a la specification générique,
Publication 115-1 de la C EI; cependant les exigences concernant les variations de résistance sont & choisir
dans les tableaux I et Il appropriés de la présente spécification.

2. — Dans ce tableau:
n = effectif de I’échantillon
¢ = critére d’acceptation (nombre admissible de défectueux par groupe ou sous-groupe)
D = destructif
ND = non destructif
3. — Au total 31 spécimens sont nécessaires pour I’exécution des essais; cependant les spécimens destinés a ’essai

du Groupe 5 ne sont pas inclus dans le Groupe 0.

* Le nombre total de défectueux pour le groupe 1, y compris les groupes 1A et 1B, ne doit pas dépasser 1.

Effectif de
I’échantillon
Numéro de pa.ragraphe D Conditions d’essai ’et critere Exigences
et essai ou (voir note 1) dacceptation (voir pote 1)
(voir note 1) ND (voir note 2)
n c
(roupe 0 ND 26 1
44.1 Examen visuel (tiote 3) Selon 4.4.1
Marquage lisfble et
selon spécification
particuliére]
442 Dimensions Selon spécification
(au calibre) particuliére]
45 Résistance Selon 4.5.2
47 Tension de tenue Meéthode: . .. Selon 4.7.3
(réseaux isolés
seulement)
Groupe 1A D 5 1*
Moitié de l'échantillon
du Groupe 1
416 Robustesse Voir 2.3.9 de la présente
des sorties specification
Examen visuel Selon 4.16.6 k)
Résistance AR +(..|%R+...9)
4.18 Résistanceta la Méthode du bain d’alliage 1A
chaleup~de soudage
Examen visuel Selon 4.18.3
Résistance AR +(.|%R+...Q)
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TaBLE Il

Test schedule for Qualificatiorn Approval

Notes 1. — Sub-clause numbers of test and performance requirements refer to the Generic Specification, I E C Publica-
tion 115-1, except for resistance change requirements, which have to be selected from Tables I and I of this
specification, as appropriate.

2. — In this table:
n = sample size
¢ = group acceptance criterion {permitted number of defectives per group or sub-group)
D = destructive
ND = non-destructive
3. — A totai of 3] specimens are requested for test; however the specimens for Group § are not to be included in
NJT uup G.
Sample size
and criterion
Sub-clause number D . of accept- Performancs
Conditions of test e .
and Test or (see Note 1) ability requirements
(see Note 1) ND (see Note 2) (see Note 1)
n c
Group ( ND 26 {
4.4.1 YVYisual examination {Note\3) As in 44.1
Legible marking and
as specified in the
detail specificatior
442 Dimensions As specified inthe
(pauging) detail specificatior]
Resistance As in 4.5.2
Yoltage proof Method: . .. As in 4.7.3
nsulated networks
nly)
Group 1A D S i*
Half of|the sample of
Group 1
4.16 Robustness of See 2.3.9 of this specification
Jerminations
Visual cxamination As 1n 4.16.6 a)

4.18
1

Resistance
o soidering qeat

Resistance
Solder bath method 1A

Visual examination
Resistance

!

i

|

PAR < £(. %R +|.

As in 4.18.3

AR < £(...%R+|...

* Total number of permissible defectives for Group 1 including Groups 1A and 1B shall not exceed 1.

Q)
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Effectif de
Péchantillon
Numéro de payagraphe D Conditions d’essai ’et eritere Exigences
et essai ou (voir note 1) d’acceptation (voir note 1)
(voir note 1) ND (voir note 2)
n c
4.8  Variation de Température minimale AR < ...% ou
résistance en fonction de catégorie/20 °C R
de la température @ ... 10%°C
20 °C/température AR < ...% ou
maximale de catégorie R
2. .. . 10°%°C
4.13  Surcharge Voir 2.3.4 de la présente
spécification
Examen visuel Selon 4.13.3
Résistance AR < +(| . %R + ...Q)
Groupe 1B D 5 1*
( Autre moitié de I'échantillon
du Groupe 1)
4.19 Variations rapides 0, : température minimale
de température de catégorie
6g: température maximale
de catégorie
Examen visuel Selon 4.19.1
Résistance AR £ (|} . %R + ... Q)
4.22 Vibrations Montage: voir spécification
particulicre
Méthode B4
Gamme de fréquences:
10 Hz a 500'Hz
Amplitude: 0,75 mm
ou accélération 98 m/s?,
fa moins sévere des deux valeurs
Durée totale: 6 h
Examen visuel Selon 4.22.4
Résistance AR < +(| . %R + ... Q)
Groupe 1 D 10 1 *
Tous les spécimens de
léchantillon du‘Groupe 1
4.23  Séquénce: climatique
—(Chaleur séche
== Essai cyclique de
chaleur humide,
essai Db,
premier cycle
— Froid
— Basse pression 8,5 kPa (85 mbar)
atmosphérique
— Essai cyclique de
chaleur humide,
essai Db, cycles
restants
Examen visuel Selon 4.23.8
Résistance AR € +(...%R+...Q)

* Le nombre total de défectueux pour le groupe 1, y compris les groupes 1A et 1B, ne doit pas dépasser 1.
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